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蔡司 Xradia 520 Versa 3D X射线显微镜为科学研究提供了新的灵活自由度。
建立在业界最佳的分辨率和衬度基础上，Xradia 520 Versa 拓展了非破坏性
成像的界限，为您的研究提供空前的灵活性和优异的成像能力。创新的图像衬
度和数据采集技术助您寻找和发现前所未见的新世界。

为亚微米级3D成像提供新的自由度
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蔡司 Xradia 520  Versa--灵活、创新、非破坏性

更多的自由度

蔡司 Xradia 520 Versa 使用业界最全面的亚微
米 X 射线成像方案。第一次在同类设备中使用
了成分衬度，为您研究的材料及其表征提供前
所未有的成像能力。
最新的数据采集技术进一步提高了扫描速度和
精度。您可以对不同宽厚比例样品（如平板样
品）进行快速成像。
基于 Xradia 同步辐射光学器件和架构，先进的
双扫描衬度可视化系统（DSCoVer）和高宽厚
比扫描（HART）技术，为您的研究和探索提供
了无与伦比的灵活性。

卓越的4D/原位解决方案 

非破坏性的 X 射线显微镜对原位状态下的材料
微结构以及特征随时间的演化（4D）进行独特
的表征。
依托蔡司大工作距离下的高分辨率（RaaD）功
能， Xradia 520 Versa 对原位状态下原位台中
的各种尺寸的样品都保持亚微米级分率。Xradia  
Versa 原位分析套件通过优化设置和操作，实
现了高易用性，同时缩短了获得结果的时间。

超越微米 CT 的性能

Xradia Versa 拓展您的研究，超越了传统的基
于投影的微米 CT 和纳米 CT 系统的限制； 
Versa 实现了0.7μm的真实空间分辨率，最小
体素达70nm。传统断层扫描技术仅依赖于单级
几何放大，而 Xradia  520 Versa 依靠同步辐
射的光学器件，采用了蔡司独特的两级放大技
术。 Xradia Versa系列拥有了灵活的衬度、高
易用性和蔡司突破性的大工作距离下的高分辨
率（RaaD）特性，实现在实验室中对各种类型
和尺寸的样品和多种应用进行前所未有的探
索。 X射线成像的非破坏性和多尺度范围成像
功能可以对同一样品进行大范围的多倍率成
像。
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闪烁体 CCD物镜

XRM Detector TechnologyXRM 探测器技术
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了解产品背后的科技

如今，最前沿的研究需要对研究对象在原位状态下以及随时间的演变进行3D 观察。世界领先的研究机构

和大学，以及同步辐射实验室、国家实验室和私立实验室纷纷配置X射线显微镜（XRM）来满足不断增长

的对灵活的、高分辨率的 3D/4D 成像需求。

X 射线显微镜在您的成像工作流程中扮演重要的角色。它在不损坏贵重样品以备后续使用的前提下提供了

高分辨率和高衬度。 在全世界的多个著名实验室，传统工作流程中增加的这一非破坏性步骤成为了电子

和光学技术的有益补充，可用于快速识别感兴趣的研究区域，以便进一步采用破坏性的研究技术。

Xradia Versa 系列解决方案使用了为同步辐射开发的精密的 X 射线光学器件和独特的系统架构。Xradia 

Versa 具有卓越的分辨率和衬度，可为各种应用和样品提供独特的多尺度成像、灵活的工作距离和高效率

的工作流程。
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传统微米CT架构

蔡司X射线显镜商级放大架构
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了解产品背后的科技

蔡司 X 射线显微镜—为领先而构造 
Xradia Versa 系列使用两级放大技术，以独有方式实现大工作距离下的高分辨率（RaaD）。首先，样

品图像与传统微米CT一样进行几何放大。 其次，闪烁体将 X 射线转换为可见光，然后进行光学放大。

Xradia Versa 解决方案降低了对几何放大的依赖性，因此可在大工作距离下保持亚微米级高分辨率，

使得对各种尺寸的样品包括在原位样品腔内的样品进行高效研究成为可能。

Xradia Versa
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了解产品背后的科技

实现真实的空间分辨率  
Xradia Versa 解决方案提供强大的3D X 射线成像，在各种工作距离、样品尺寸和环境下保持真正的亚

微米级空间分辨率。蔡司 X 射线显微镜使用显微镜性能最具意义的衡量指标———真正的空间分辨率。

空间分辨率指的是成像系统的最小可分辨线对。其测量方法通常是使用带有尺寸逐渐减小的多组线对的

分辨率标样进行成像。空间分辨率反映关键特征，例如 X 射线光源点尺寸、探测器分辨率、几何放大

率及振动、电子和热稳定性。其它术语（例如“体素”、“束斑大小”、“细节可探测性”、“标称分辨率”）

不能反映整体系统性能。
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375 µm
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了解产品背后的科技

衬度优势

现代化成像需要通过优越的衬度性能来实现可视化和定量化分析，从而揭示材料的内部特征。Xradia 

Versa 甚至可以为最具挑战性的材料提供灵活的高衬度成像，包括低原子序数材料、软组织、聚合物、

包裹在琥珀中的化石生物以及其它低衬度材料。

Xradia Versa 采用拥有专利的多个“增强吸收衬度探测器”组成的探测系统，通过最大化地吸收低能光

子，同时最小化地吸收降低图像衬度的高能光子，得到卓越衬度。此外，可调的传播相位衬度技术通过

测量被材料折射的X射线光子，能够显示出那些吸收衬度很低甚至没有吸收衬度的特征。 左图：梨的吸收衬度成像－细胞璧不可见；
右图：梨的吸收衬度成像－清晰地显示出普通细胞的
细胞璧和石细胞的细胞壁细节。

125 µm 125 µm
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双扫描衬度可视化系统 (DSCoVer) 软件控制界面

单能量断层扫描3D成像
Al 和Si 是两种原子序数非常接近
的材料，在单次扫描中几乎无法
分辨

样品的3D 渲染
硅酸盐，红色；铝，绿色

Aluminum

Silicates 375 µm
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了解产品背后的科技

优化对比度实现最佳分辨率

创新的双扫描衬度可视化系统（DSCoVer）提供了两个不同断层扫描灵活的并行调谐。这使得通常单一
扫描无法识别的成分探测可行，使您可以无缝且轻松地收集双重能量所需地数据。在两个不同地 X 射线
光谱中或在两个不同地状态下对样品进行成像，校准并结合生成地数据保证可以实现您感兴趣材料地最
佳衬度，使您可以建立可重复地研究参数。 

DSCoVer 充分利用了X射线与样品的相互作用，这种作用是基于有效原子序数和密度。这为您提供了独
特的能力来区分岩石中的不同矿物相，也可以分辨像铝和硅这种难以区分的材料。
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250	
  µm	
  

优化的 HART 投影间距和密度 采用HART (左) 与 不采用Hart (右) 技术对Hart 64 闪存成像，
表明在扫描时间减半的情况下图像质量保持甚至更好。

125 µm 125 µm

HART – 2 小时 Non-HART – 4 小时
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更快的扫描速度，更高的吞吐量
Xradia 520 Versa 创新的高宽厚比扫描（HART）技术可对您的平板样品进行快速成像， 如半导体封装

和线路板。高宽厚比扫描（HART）允许您在不同的投影方向设置不同的投影数。这样的话，你可以在垂

直于平板方向设置较少的投影数，平行于平板的方向设置更多的投影数，由此获得更优化的3D数据。   

您同时还可以调整HART来获取更高的吞吐量或最好的图像质量。由此，可以使得图像获取速度加倍。

高速的采集模式加上强大的双CPU工作站使得图像重构时间提高到之前的40%。
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自动X射线滤片转换器（AFC）提供了12个标准
滤片和12个可定制的滤片安装孔

自动进样系统（Autoloader）

10
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更便捷的进行挑战性样品的扫描

自动X射线滤片转换器（AFC）易于使用，使得 Xradia 520 Versa 上的 DSCoVer 和原位应用更加便捷。

研究工作者通常使用光源过滤片来调节X射线能量谱，每一台 Xradia 520 versa 都标配了12个X射线滤片，

在AFC上您还有12个滤片安装孔来使用您定制的X射线滤片，如不同材料或厚度的滤片。AFC 上安装的这

些滤片的选择，可在“搜索和扫描”控制软件（Scout-and-Scan）系统的每组扫描参数设置中做设定并记录。

当您无需X射线滤片时，AFC上的缺孔可让样品尽量靠近光源来获得更高的吞吐量。

更高效的样品处理

蔡司 Xradia Versa 可选配自动进样系统（Autoloader)，最小化用户的介入以获取最大化的设备使用率。通

过运行一套扫描参数设定，可依次执行多个扫描任务，而减少用户的介入频率且提高吞吐量。自动进样系统

（Autoloader) 可同时安装多达14个样品，并进行全天候连续扫描。控制软件让您可灵活重新排列、取消、

甚至停止扫描序列，来随时放入优先成像样品。在"搜索和扫描"控制软件（Scout-and-Scan）中包括了邮件

提醒功能，让您及时了解到样品的排队状态。自动进样系统（Autoloader) 也为您提供了对大量重复样品进

行扫描的工作流程解决方案。
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灵活的大样品成像

宽视场模式（WFM) 在一个断层扫描过程中为您提供对大样品成像的扩展横向视场，或是在标准视场下

更高的分辨率。对于大样品，体素保持不变时，横向视场是标准市场的近似两倍，，为您提供3倍以上的

三维体积。对于标准视场范围，WFM为你提供近似两倍的体素数目。WFM 的成像灵活性适用于Xradia 

520 Versa 0.4X 和 4X 物镜。将 WFM 和垂直拼接技术（将垂直方向不同的断层扫描拼接成一个单一整

体的断层扫描）让您对大样品成像在宽度和高度上都能获得更大的视野。  
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创造业界最好的原位成像解决方案

12
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更多的空间来实现您的实验梦想

Xradia Versa 持续将科学进展推向新高峰，多种原位实验装置为您提供业界最佳的 3D 成像解决方案，

从高压流体实验模拟到拉伸、压缩和加热样品台。所有的 Xradia Versa 系统都可以安装可选的原位界

面接口套件，包括机械集成接口，稳固的布线设计和其他的接口配件。"搜索和扫描" 控制软件（Scout-

and-Scan）简化了您的操作。
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简捷的软件操作：Set, Load, Scout, Scan, Run。
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简洁的控制系统、高效的工作流程

Xradia 520 Versa 所有的特点都无缝集成于"搜索和扫描"控制软件（Scout-and-Scan）中，其高效的工

作流程环境让您可以方便搜索感兴趣的区域并设置扫描参数。对那些有广泛实验需求的中心实验室用户

来说，这是一款理想的选择。界面保持了 Versa 系统的灵活性使您更容易设置各种扫描。"搜索和扫描"

控制软件（Scout-and-Scan）同时还提供扫描参数设置的重复性，特别适用于原位和 4D 研究，让您未

来的科研工作更高效、更有序。
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为您的应用量身定制

	 任务	 Xradia 520 Versa提供	

材料科学

生命科学

自然资源

电子

材料表征
观察断裂机理
探索多尺度特性
定量表征微结构演化

进行原位和4D时间相关研究
理解加热、冷却、干燥、润
湿、拉伸、压缩、吸涨、排
水和其它模拟环境研究

虚拟组织学成像
细胞和亚细胞结构的可视化
亚微米到纳米结构表征
细胞和亚细胞结构的高分辨率和高衬度
成像将拓展您在发育生物学的视野

孔隙结构的表征和定量
流体流动测量
碳存储研究
尾矿分析、矿物利用最大化

工艺优化
封装可靠性研究
失效分析
封装结构分析

›   简介
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›   技术参数

›   服务

深埋样品内部微结构的无损观察，这些微结构
在 2D 表面成像设备（如光镜、SEM、AFM）无
法观察。成分衬度对低原子序数、相近原子序
数材料和其它难分辨材料进行研究

大工作距离下保持高分辨能力使得原位成像实
验在不同条件下或近似环境下进行

对未染色和染色的软硬组织和生物微结构的最
高分辨率和最佳衬度成像

精确度最高的 3D 亚微米成像，数字岩石模拟，
原位多相流体流动研究和3D矿物学研究

对完整封装的非破坏性亚微米级成像，用于缺
陷重定位和表征，补充或替换现有的物理横切
面技术
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Tailored Precisely to Your Applications

Task Consectetur adipiscing elit What  ------  does for you 

Mauris vitae lorem at enim imperdiet scelerisque Pellentesque a magna lacus. Suspendisse dictum sapien eu metus Ut aliquam arcu a est lacinia eu pharetra turpis volutpat Phasellus id  

luctus ipsum.

Pellentesque gravida elit et lacus mattis placerat Integer dignissim, odio et accumsan blandit enean bibendum suscipit vestibulum. In in felis magna, at vulputate metus. 

Aliquam feugiat molestie eros, id interdum turpis viverra vitae

Proin rutrum semper ligula sit amet ornare ASed vitae felis lorem. Mauris rutrum pellentesque libero,  

nec elementum

Ut aliquam arcu a est lacinia eu pharetra turpis volutpat.  

Etiam risus tortor

Integer tortor nunc, tristique eu auctor et Morbi eget consectetur eros. Mauris nec nibh sem, at rhoncus velit Nullam massa ante, iaculis vehicula posuere vel, volutpat quis nunc. Suspen-

disse potenti

Nulla non ligula id dolor pulvinar faucibus Pellentesque a magna lacus. Suspendisse dictum sapien eu metus  

dictum tristique.	

Nulla sit amet velit eget lacus vehicula scelerisque. Vestibulum augue purus, 

auctor sed pellentesque

Pellentesque laoreet venenatis diam Etiam tincidunt tristique nisi, eu mollis ligula facilisis nec.  

Proin ornare, mi id mollis viverra

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada  

fames ac turpis egestas.

Nulla leo magna, dapibus ac congue ac,  

varius et sapien

Suspendisse dictum sapien eu metus dictum tristique.  

Vivamus congue, dolor vitae pretium feugiat

Aenean faucibus est vitae magna hendrerit elementum suscipit  

neque rutrum. Phasellus id luctus ipsum.

Curabitur id metus neque. Sed a euismod elit. Vestibulum nunc tortor, mollis ut sodales ut Fusce rhoncus, nisl in egestas sagittis, arcu purus congue sem,  

sed vulputate diam risus ut neque

Integer dignissim, odio et accumsan blandit,  

leo justo vehicula nibh

Mauris blandit magna aliquet magna facilisis hendrerit Aenean bibendum suscipit vestibulum. In in felis magna, at vulputate me-

tus. Aliquam feugiat molestie eros, id interdum turpis viverra

Praesent sit amet mi nec odio sodales ullamcorper  

eu sit amet nisi

Donec fringilla leo et enim auctor quis ullamcorper augue pretium,  

nec fermentum velit. Vivamus eget velit sapien

Proin nisl nunc, dapibus rutrum consectetur volutpat

Fusce quis ante id nisi rhoncus accumsan In accumsan dolor eu felis suscipit varius. Nunc vestibulum,  

mauris quis volutpat hendrerit

Ut aliquam arcu a est lacinia eu pharetra turpis volutpat. Etiam risus tortor, 

posuere ut condimentum at, tempor sed leo. Duis ipsum nisi, ultricies eu 

sollicitudin nec

Duis a velit et velit aliquam ornare gravida id erat. Sed semper est et felis placerat feugiat nec nec neque. Nulla facilisi.  

Pellentesque a metus massa, at malesuada turpis

Nulla condimentum dolor varius magna viverra sollicitudin. Curabitur com-

modo velit eu leo viverra ullamcorper.

In accumsan dolor eu felis suscipit varius Suspendisse dictum sapien eu metus dictum tristique. Vivamus  

congue, dolor vitae pretium feugiat

Quisque posuere hendrerit elit tempus fermentum. Nunc non
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呈现页岩中的高吸收材料（橙色），
基质材料（黄色）和低吸收材料（蓝色）

开放式 TSV 失效的非破坏性成像

纤维增强聚合物复合材料的 3D 定量研究 观察哺乳动物脑组织中的单个神经细胞，
属突和单个标记的神经元

生命科学

150 µm

1 mm

100 µm

100 µm
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蔡司 Xradia 520 Versa 应用案例

材料科学

自然资源 电子
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<<Product Name>> At Work

Ehenimus quia velit ut pe voloreiuntum as evel inim idendis molor-
pos ist, cus ut quo millam int et lantius utem rerum etur rentia dolor 
sequaspe soluptisimil ist facea dolore

Os accum fugit volut eturenditas apic tempellesti ulpa ped et magnimil magnam eriossi ntionseratem rersperibus, quae vel eveliae corepta turem-
perum quaes dolutem de perci reiciatis si nihic to omnisquis nos doluptatis reriora invel et, ilist et exped que doluptatur

Bus alitia sae dollabor sus expliquid quo optibus aut lis moluptas id et hiliciente venis veligenienis am nonsenditin por simus moluptus, sendae non 
et quis re nihiciisquos et ipsapit iorroviduci dis acea dellorporrum debissum volupta sperchi
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灵活多样的成像解决方案

1  X 射线显微镜
•	 具有大工作距离下高分辨率（RaaD）
•	 双扫描衬度可视化系统 (DSCoVer) 可提供成分探
    测和双能量分析
•	 高宽厚比 (HART) 可快速获取优质图像质量

2  X 射线源
•	 高性能密封透射光源 
	 (30 – 160 kV, 最大功率 10 W)

3  探测器系统
•	 创新两级探测系统，装有多个不同放大倍率物镜的
      探测器转台和优化的闪烁体以实现最高衬度
•	 2k x 2k 像素噪声抑制的电荷耦合探测器（CCD） 

4  系统稳定性以获得最高分辨率
•	 花岗岩基座隔振
•	 热环境稳定性
•	 低噪声探测器
•	 先进的专有稳定机制

5  适用于各种样品尺寸的系统灵活性
•	 可变扫描参数
•	 可调体素大小
•	 吸收衬度模式
•	 相位衬度模式
•	 通过0.4X 和4X物镜实现宽视场模式 (WFM)，可增

大横向断层扫描体积
•	 垂直方向上多个断层扫描的纵向拼接

6  自动进样系统
•	 减小用户介入频率以获取最大化的设备使用率
•	 可同时安装多达14个样品
•	 大量重复样品扫描的自动化工作流程

7  样品台
•	 超高精度的8自由度样品台
•	 15 kg 样品承重

8  X 射线过滤器
•	 单过滤器支架
•	 包含12个过滤器的套装
•	 专门订购的自定义过滤器

9  原位和 4D 解决方案
•	 大工作距离下的高分辨率  (RaaD) 实现优异的原位成像 

•	 Deben 工作台的集成原位预设控件
•	 原位接口套件选件
•	 通过专门订购获得的自定义原位流动接口套件

10 仪器工作台
•	 可实现快速重建的强大工作台
•	 基于 GPU 的双 CUDA 
•	 多核 CPU
•	 24寸显示器

11 软件
•	 图像收集: Scout-and-Scan 控制系统
•	 图像重构: XMReconstructor
•	 图像观察: XM3DViewer
•	 与其它 3D 图像可视化和分析软件程序兼容
•	 3D 可视化和分析：ORS Visual SI (可选)
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1 Microscope

•• Axio Scan.Z1

•• Magazines with 12 or 100 slides

•• Trays for four 26 mm x 76 mm slides or two 52 

mm x 76 mm slides 

2 Objectives 

•• N-Achroplan (2.5x, 10x, 20x, 40x) 

•• Fluar (2.5x) 

•• Plan-Apochromat (10x, 20x, 40x)

3 Illumination 

•• Transmitted light: LED (wavelength  

400 to 700 nm, maximum at 460 nm) 

•• Fluorescence: 365 nm, 385 nm, 420 nm, 445 

nm, 455 nm, 470 nm, 505 nm,  

530 nm, 590 nm, 615 nm, 625 nm or neutral 

white: 540 - 580 nm, HXP 120 V

•• Filter wheels: 

10-position ACR for filter cubes or

6-position high-speed excitation 

6-position high-speed beamsplitter 

6-position high-speed emission

4 Cameras 

•• AxioCam ICc1 

•• Hitachi HV F202 

•• AxioCam MRm 

•• Hamamatsu Orca flash 4.0 

5 Software

•• ZEN slidescan 

•• ZEN lite 

•• ZEN browser

Your Flexible Choice of Components
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技术参数

成像	
空间分辨率 	 0.7 μm
50 mm 工作距离下的分辨率 (RaaD)* 	 1.0 µm
最小可实现的体素**（最大放大倍率下样品的体素大小）	 70 nm
*    RaaD 工作距离按照旋转轴周围的间隙定义
**  体素 (也被称做 “标称分辨率” 或 “细节可探测性”)是一个几何术语，与分辨率相关，但不用于确定分辨率，在这里提出仅用于比较，蔡司使用空间分辨率指标，
       它是衡量分辨率最有意义的方法

X射线源	
类型	 密封透射
管电压范围	 30 - 160 kV
最大输出	 10 W
辐射安全度 (外壳表面以上25 mm处测量)	 < 1µS/hr

探测系统	
蔡司 X 射线显微镜拥有创新探测器转台，装有多个不同放大倍率的物镜。每个物镜配备优化的闪烁体，可提供最高吸收衬度细节
标准物镜	 0.4X, 4X, 20X
可选物镜	 40X

样品台	
样品台 (负荷能力)	 15 kg
样品台行程 (x, y, z)	 45, 100, 50 mm
样品台行程 (旋转)	 360º
光源行程 (z)	 190 mm
探测器行程 (z)	 290 mm
样品尺寸限制	 300 mm

功能比较	 Xradia 520 Versa	 Xradia 510 Versa	 Xradia 410 Versa	
“搜索和扫描”控制系统		  •		  •		  •
自动X射线过滤转换器		  •
高宽厚比扫描（HART）		  •
双重扫描衬度可视化系统（DSCoVer）		  •
自动进样系统	 可选	 可选	 可选
宽视场模式（WFM）	 0.4X 和 4X	 0.4X	 0.4X
GPU 基于 CUDA 重建  	 双				    单  	 单
原位接口套件  	 可选			   可选	 可选
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Technical Specifications

Nulla vestibulum

In at urna tellus Proin mollis iaculis sem, ut eleifend velit tincidunt ac

Proin eget sem nibh, sit amet laoreet erat Quisque non nisl in tortor feugiat feugiat

Proin eget sem nibh

Duis ut erat nec quam volutpat lobortis id sed ipsum Curabitur mattis cursus metus, a tempus risus luctus nec

Nam semper commodo sem dictum sollicitudin Vestibulum sapien orci, pellentesque quis tempus laoreet

Fusce iaculis odio sed felis

Vivamus vitae blandit sapien Morbi in ipsum quam

Pellentesque ornare, ante nec pellentesque volutpat Vivamus vitae

Vel vehicula metus ante

Praesent vel justo vitae orci fringilla cursus Duis velit neque

Vestibulum pellentesque sollicitudin massa Pellentesque ornare, ante nec pellentesque

Nulla iaculis adipiscing leo max. 2000 m

Praesent tincidunt accumsan orci 500 hPa to 1060 hPa

Quisque lorem dolor, adipiscing id vestibulum Curabitur

Vestibulum pellentesque

Praesent pharetra est et diam laoreet mollis Aenean posuere neque

Nulla scelerisque, quam vel egestas Quisque

Donec eleifend lacinia dolor nec faucibus Aliquam erat volutpat

Nulla viverra egestas sapien quis elementum Nulla viverra egestas sapien quis elementum

Aliquam erat volutpat Praesent

Nunc tincidunt Nulla libero nunc

Noise immunity Nulla libero nunc ultricies

Curabitur tincidunt enim sit amet risus ultrices sed condimentum nisi commodo Ultricies in fringilla a, dapibus et odio

Duis bibendum, turpis posuere Nunc tincidunt odio

Nulla libero nunc Morbi et imperdiet dui
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칼 Zeiss 현미경 시스템은 가장 중요한 도구 중 하나이기 때문에, 우리는 항상 수행 할 준비가되어 있는지 확인하십시오. 게다가, 우리는 당신이 당신의 현미경에서 최선을 얻을 모든 옵션을 

채용하는 여기에 표시됩니다. 당신은 고도로 숙련에 의해 전달 각, 서비스 제품의 범위에서 선택할 수 있습니다 칼 Zeiss 전문가 누가 시스템의 구입 이후 시간이 오래 지원합니다. 우리의 

목표는 당신의 작업 영감을 그 특별한 순간을 경험 할 수 있도록하는 것입니다.

복구합니다. 유지. 최적화합니다.

귀하의 현미경으로 최대 가동 시간을 달성.칼 Zeiss 유지 보수 계약이 당신에게 운영 비용에 대한 예산을 수 있습니다, ​​모든 비용 다운 타임을 피하고 시스템의 성능 향상을 통해 최상의 결

과를 달성하는 동안. 당신에게 옵션과 제어 수준의 범위를 제공하도록 설계 서비스 계약을 선택할 수 있습니다. 우리는 조직의 표준 관행에 맞추어, 시스템 요구 사항 및 사용 요구 사항을 해결 

서비스 프로그램을 선택하도록 도와 드리겠습니다.

주문형 계약에 대한 우리의 표준 예방 유지 보수 및 수리는 당신에게 독특한 이점을 가지고. 칼 Zeiss 서비스 직원은 손에 어떤 문제를 분석하고 문제를 해결합니다 - 원격 유지 보수 소프트

웨어를 사용하거나 사이트 작업 여부.

귀하의 현미경 시스템을 강화

귀하의 칼 Zeiss 현미경 시스템은 업데이트의 다양한 설계되었습니다 : 오픈 인터페이스는 항상 높은 기술 수준을 유지 할 수 있습니다. 새 업데이트 가능성이 스트림에 와서 같이 현미경의 

생산 수명을 연장하면서 결과적으로 당신은 지금보다 효율적으로 작동합니다.

서비스 제품은 항상 시장의 요구를 충족하기 위해 조정되고 있으며, 대상이 될 수 있음을 양해 해 주시기 바랍니다 변경 될 수 있습니다.

지금   앞으로    몇  년을위한     -  칼  Z e i s s  서비스    계약과    현미경    시스템의     최적화    된 

성능에서     수익을    창출하십시오      .

진정한 의미에서 서비스에 카운트

真の意味でのサービスを追及します              

私たちにとって大切なのはお客様の出される結果です。私たちの願いは、お客様がお使いの顕微鏡から期待しうる最高の結果を出されることです。顕微鏡の設置後も、私たち                                                                            

はお客様とともにあり、技術・ソフトウェア・アドバイス・サービス、お客様に必要とされるすべてにおいて頼りになるよう努めます。カールツァイスのスペシャリストは、                                                                            

システムのメンテナンス・修理・修理部品の供給を含めたサポートを継続していきます。                                      

メンテナンスサービス          

顕微鏡も機械である以上、使用頻度や経年変化による部品の摩耗、劣化は避けられないものです。このため、最適な状態の維持および事前の不良・劣化箇所の発見の方法とし                                                                            

て、定期点検を受けることをお勧めいたします。また、故障が発生した際でも、できるだけお客様の負担を少なくするよう、年契約のメンテナンスを用意しております。シス                                                                            

テムの効率を保つためには、安全で現実的な選択です。メンテナンス契約は、よりコスト高となるシステム停止期間を防ぐことができます。                                                             

修理・部品代を含む標準パッケージ              

点検作業に加えて、修理料金・出張料金・部品代金が含まれています。お使いの機器を常に最適の状態に保つことができます。                                                       

カールツァイスのサービス契約付き顕微鏡システムで最適化されたパフォーマンスを、現在                                       

そしてこれから先何年にもわたってお楽しみください。                       

真のサービスへの期待にお応えします

因为蔡司显微镜系统是您重要的工具,我们会确保它的性能完好。更重要的是，我们期待看到它是您使用的所有显微镜中最好的一款。您可以在一系列的服务产品中进行选择，每一款服务产品都将由卡尔•

蔡

司的技术专家提供超出您预期的技术支持。我们的目标是给您的工作创造更多的灵感。

维修、维护、优化

为了保证您的显微镜获得更长的正常运行时间。卡尔•蔡司的维修合同能够减少您的系统的运行成本，

避免停机造成的巨大损失，以及通过提高系统的性能实现最佳的效果。服务合同给您提供一系列的选

择。我们将按照您的工作单位的标准，协助您选择适合系统需求和使用要求的服务项目。

我们按照需求制定的维护和维修合同，也同样给您带来便捷。卡尔•蔡司服务团队将亲自分析并解决任

何故障问题——无论是通过远程维护软件还是现场工作。

增强您的显微镜系统

您的蔡司显微镜系统具有多种的升级可能：开放式的界面使您能够一直保持一种高的技术水准。因此您

会工作的更有效率，同时随着产品升级，显微镜的使用寿命也在延长。

请注意，我们的服务会随时根据市场的需求进行调整和改变。

通过卡尔•蔡司的服务合同，在保持显微镜的优良性能
中获益——就在当下和未来。

真诚的服务

Porque o sistema de microscópio da ZEISS é uma das suas ferramentas mais importantes, certificamo-nos de 

que está sempre pronto para funcionar. Além disso, garantimos que você estará utilizando todas as opções 

para tirar o máximo proveito do seu microscópio. Você pode escolher entre uma gama de produtos de assis-

tência, cada um dos quais fornecido por especialistas da ZEISS altamente qualificados que o irão apoiar após 

a aquisição do sistema. O nosso objetivo consiste em possibilitar a experiência daqueles momentos especiais 

que inspiram o seu trabalho.

Reparar. Assistir. Otimizar. 

Tirar o máximo proveito do tempo de atividade do seu microscópio. O contrato de manutenção da ZEISS 

permite-lhe prever um orçamento para custos de funcionamento, evitando parar atividades dispendiosas e 

permitindo a obtenção dos melhores resultados através de um desempenho melhorado do seu sistema. Es-

colha entre os contratos de assistência concebidos para lhe proporcionar uma gama de níveis de controle e 

opções. Trabalharemos com você para selecionar o programa de assistência mais adaptado às necessidades 

do seu sistema e requisitos de utilização, de acordo com as práticas padrão da sua organização.

Os nossos contratos padrão de reparo e manutenção preventiva sob pedido também lhe proporcionam van-

tagens distintas. O pessoal de assistência da ZEISS irá analisar qualquer problema que surja e resolvê-lo – 

quer via software de manutenção remota ou in loco.

Melhore o seu sistema de microscópio

O seu sistema de microscópio da ZEISS é concebido para uma variedade de atualizações: as interfaces aber-

tas permitem a você manter sempre um elevado nível tecnológico. Como resultado, você irá trabalhar agora 

de forma mais eficiente, alargando simultaneamente a longevidade produtiva do seu microscópio à medida 

que vão surgindo novas possibilidades de atualização. 

Salientamos que os nossos produtos de assistência são constantemente ajustados de forma a atender as ne-

cessidades de mercado e podem ser sujeitos a alteração.
Aproveche el rendimiento optimizado de su sistema de
microscopio con un contrato de servicio Carl Zeiss: ahora
y para los años venideros.

Conte com uma assistência no verdadeiro sentido da palavra

Como el sistema de microscopio ZEISS es una de sus herramientas más importantes, nosotros nos aseguramos

de que esté siempre listo para trabajar. Lo que es más, nos preocuparemos de que usted pueda utilizar todas las 

opciones para obtener lo mejor de su microscopio. Puede elegir entre una amplia gama de productos de servicios,

cada uno suministrado por especialistas altamente Cualificados de ZEISS que le apoyarán mucho más allá de la  

compra de su sistema. Nuestro objetivo es permitirle experimentar esos momentos especiales que inspiran su  

trabajo.

Reparar. Mantener. Optimizar.

Obtenga el máximo tiempo de funcionamiento de su microscopio. Un contrato de mantenimiento ZEISS

le permite presupuestar los gastos de funcionamiento, a la vez de evitar costosos tiempos de inactividad,

y conseguir los mejores resultados a través del rendimiento mejorado de su sistema. Elija entre los contratos de  

servicio diseñados para ofrecerle una amplia gama de opciones y niveles de control. Trabajaremos con usted para 

seleccionar el programa de servicio que responda a sus a las necesidades de su sistema y requisitos de uso, en 

línea con las prácticas habituales de su organización.

Nuestros contratos estándar de mantenimiento preventivo y reparación por solicitud también le proporcionan 

notables ventajas. El personal de servicio técnico de ZEISS analizará cualquier problema en cuestión y lo

resolverá, ya sea mediante el software de mantenimiento remoto o desplazándose a su lugar de trabajo.

Mejore su sistema de microscopio

Su sistema de microscopio ZEISS está diseñado para soportar una variedad de actualizaciones: las interfaces

abiertas le permiten mantener un alto nivel tecnológico en todo momento. Como resultado podrá trabajar a partir

de ahora de manera más eficiente, al tiempo que incrementa la vida productiva de su microscopio a medida que

aparecen nuevas posibilidades de actualización.

Tenga en cuenta que nuestros productos de servicio siempre se ajustan a las necesidades del mercado y pueden

estar sujetos a cambios. Aproveche el rendimiento optimizado de su sistema de
microscopio con un contrato de servicio Carl Zeiss: ahora
y para los años venideros.

Cuente con un servicio en el verdadero sentido de la palabra

Comme le système de microscope ZEISS représente pour vous un outil essentiel, nous veillons à ce qu'il soit 

toujours opérationnel. De plus, nous faisons en sorte que vous utilisiez efficacement toutes les options pour 

obtenir le meilleur de votre microscope. Vous disposez d'un large choix de prestations de services réalisées 

par des spécialistes ZEISS hautement qualifiés qui vous accompagnent au-delà de l'achat de votre système. 

Notre objectif est de vous permettre d'expérimenter ces instants spéciaux qui inspirent votre travail.

Réparation. Entretien. Optimisation. 

Bénéficiez d'un temps de fonctionnement maximal de votre microscope. Avec un contrat d'entretien ZEISS, 

vous pouvez prévoir les frais de fonctionnement tout en évitant des temps d'arrêt coûteux. Vous obtenez les 

meilleurs résultats grâce à l'amélioration de la performance de votre système. Choisissez l'un des contrats de 

services conçus pour vous offrir toute une gamme d'options et de niveaux de contrôle. Nous travaillerons 

avec vous afin de sélectionner le programme de services qui correspond le mieux aux besoins de votre sys-

tème et à vos exigences d'utilisation, en conformité avec les pratiques propres à votre organisation.

Nos contrats standard d'entretien préventif et de réparation sur demande vous apportent également des 

avantages incontestables. Le personnel du service après-vente de ZEISS analysera chaque problème et le ré-

soudra - par l'intermédiaire du logiciel de maintenance à distance ou bien en intervenant directement sur 

place.

Amélioration de votre système de microscope

Votre système de microscope ZEISS est conçu pour toute une variété de mises à jour : des interfaces ouvertes 

vous permettent de maintenir un niveau technologique élevé, à tout moment. Résultat : votre travail devien-

dra plus efficace et la durée de vie productive de votre microscope sera étendue à mesure que les nouvelles 

mises à jour seront installées. 

Notez que les prestations de services que nous proposons sont continuellement adaptées aux besoins du 

marché et et peuvent subir des modifications. Profit from the optimized performance of your microscope sys-
tem with a Carl Zeiss service contract – now and for years to 
come.

Un service sur lequel vous pouvez vraiment compter

Ihr Mikroskop-System von ZEISS gehört zu Ihren wichtigsten Werkzeugen. Wir stellen sicher, dass es

immer betriebsfähig ist. Mehr noch: Wir sorgen dafür, dass Sie zu jedem Zeitpunkt alle Möglichkeiten Ihres

Mikroskops voll ausschöpfen. Mit einer breiten Palette an Dienstleistungen arbeiten unsere Experten noch

lange nach Ihrer Entscheidung für ZEISS kontinuierlich daran, dass Sie besondere Momente erleben:

Momente, die Ihre Arbeit beflügeln.

Reparieren. Instand halten. Optimieren.

Ihr Wartungsvertrag sichert die Lebensleistung Ihres ZEISS Mikroskop-Systems: Betriebskosten werden

planbar - Sie verringern Ausfallzeiten und profitieren von durchgängig optimierter System-Performance.

Sie wählen aus mehreren Service-Optionen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir, welches Service-Angebot

am besten für Sie, Ihr Mikroskop-System und die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation zugeschnitten 

ist. Sie dürfen sich auch jederzeit auf unsere Standard-Serviceleistungen verlassen. Unsere Service-Mitarbeiter  

analysieren Ihren System-Status und beheben jede Störung per Fernwartung oder bei Ihnen vor Ort.

Erweitern Sie Ihr Mikroskop-System

Ihr Mikroskop von ZEISS ist zukunftssicher ausgelegt: Offene Schnittstellen erlauben Ihnen, Ihr System

nach Wunsch zu erweitern - Sie ergänzen Ihr System mit dem Zubehör Ihrer Wahl und bleiben immer auf

dem neuesten Stand. Auf diese Weise verlängern Sie die Produktivzeit Ihres ZEISS Mikroskops erheblich.

Bitte beachten Sie, dass unser Angebot kontinuierlich der Nachfrage angepasst wird und Änderungen

unterliegt.

Profitieren Sie von der optimierten Leistung Ihres Mikroskop-
systems mit einem Servicevertrag von Carl Zeiss – jetzt und für die 
kommenden Jahre.

Genießen Sie Service, der seinen Namen verdient

深知蔡司显微镜系统是您最重要的工具之一，保证它每时每刻正常工作是我们的责任。我们将协助您将
显微镜的功能发挥到极致。您可以在一系列的服务产品中进行选择，每一款服务产品都将由蔡司地技术
专家提供超出您预期地技术支持，旨在让您体验到那些能够激发您工作激情地美好瞬间。

维修、维护、优化
确保您地显微镜的正常工作时间。蔡司的维保合同可让您的运行成本更经济，避免因停机而造成的损失，
并通过提升系统性能实现最佳工作效果。我们可给您提供一系列维保合同地选择，并会在其服务选择方
案上给予全力支持。同时按照您单位地标准，协助您选择适合系统需求和使用需求地服务项目。

依照您的需求制定的维保合同，为同样给您的工作带来便捷。蔡司服务团队将亲自分析并解决任何故障
问题－无论是通过远程维护软件还是现场操作。

增强您的显微系统
您的蔡司显微系统具有多种升级可能：开放式升级界面让您一直保持较高的技术水准。当新升级的装
备付诸应用时，不仅能延长显微镜的使用寿命，还能令您的工作效率倍增。

请注意，我们的服务会随时根据市场的需求进行调整和改变。

无论现在抑或是将来，您均能通过蔡司的维保合同，
在显微系统的优良性能中获益。
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